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Vorwort

Diese Norm ist im UnterausschuB NMP 221.3 “Priifung von ProzeBchemikalien fir die Halbleitertechnologie” des Nor-
menausschusses Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V. erarbeitet worden.

Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die hier beschriebenen Verfahren dienen der Feststellung
der MeBabweichung zwischen angezeigten und vorgege-
benen Werten fir

— TeilchengréBen

— Teilchenkonzentration und

— Aufldsungsvermégen
optischer DurchfluBpartikelzahler (OPZ), die nach dem
Verfahren der Laserstreulichtmessung arbeiten und
Suspensionen hinsichtlich der TeilchengrdBenverteilung
in mindestens fiinf TeilchengréBenbereichen charakteri-
sieren.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf die Teilchen-
gréBen von 0,1 um bis 5 pm.
Durch Erhéhung der Aussagezuverlassigkeit wird fir Pro-
zeBchemikalien eine bessere Vergleichbarkeit der MeBer-
gebnisse verschiedener Laboratorien erreicht.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-

sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen

Publikation.

DIN 50452-2
Priifung von Materialien fur die Halbleitertechnologie
— Verfahren zur Teilchenanalytik in Flissigkeiten —
Teilchenbestimmung mit optischen DurchfluBpartikel-
zéhlern

3 Begriffe

31 Priifsuspension

Suspension monodisperser Teilchen bekannter Teilchen-
groBen und TeilchengrdBenverteilung sowie bekannten
Brechungsindexes.

In Bild 1 ist ein Beispiel der Verteilungskurve einer Prif-
suspension dargestellt.

3.2 Standardpriifsuspension

WaBrige Suspension monodisperser kugelférmiger Teil-
chen bekannter TeilchengréBe und TeilchengréBen-Vertei-
lung, vorzugsweise Polystyrolkligelchen. Mit dieser Sus-
pension wird die priméare Kalibrierung der OPZ durchge-
fiihrt.

3.3 Richtigkeit der GréBenmessung

MaB fiir die Ubereinstimmung der den einzelnen Kanal-
grenzen des OPZ zugeordneten TeilchengréBen mit der
NennteilchengréBe @ einer Prifsuspension.
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Bild 1: Verteilungskurve einer Priifsuspension

3.4 Aufldsungsvermbgen

Das Aufldsungsvermégen A eines OPZ beschreibt dessen Fahigkeit, unterschledllche TeilchengréBen zu erkennen Ein

MaB fiir A ist die Wurzel der Differenz der vom OPZ gemessenen Varianz s2, und der tatséchlichen Varianz s2 der Teil-
chengroBe einer Priifsuspension, bezogen auf die gemessene TeilchengrBe d, (siehe Bild 2):
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Bild 2: Tatsichliche und gemessene TeilchengréBen-Verteilung einer Priifsuspension

3.5 Zahlwirkungsgrad

Der Zahlwirkungsgrad Z eines OPZ ist das Verhaltnis der gemessene Teilchenkonzentration zur Nennteilchenkonzentra-
tion bei einer bestimmten TeilchengrdBe als Grenzwert fiir niedrige Teilchenkonzentrationen (siehe Anmerkung 1):
Gemessene Teilchenkonzentration c,(d)

Z(d) =
() Nennteilchenkonzentration ¢, (d)

- 100 (2

Der typische Verlauf der Funktion Z(d) ist in Bild 3 dargestellt.
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